G - Personilni zabezp. - pfednasejici (§kolitel, ¢len ob. rady) v prac. poméru na VS 0,7 a vy$§im

Nézev VS / souéasti VS [TU v Liberci |[KES FMMIS TUL

Nazev SP N 2612 Elektrotechnika a informatika

Jméno a prijmeni Zden¢k Pliva Tituly |Doc. Ing., Ph.D.
Rok narozeni 1961 Rozsah pr.vzt. naVS [100% Do kdy |XII.08
Piednasejici ano Skolitel [ano  [Clen oborové rady ne

Pirednasky v predmétech

Projektovani elektrotechnickych systému (50%)

Udaje o praxi od VS

Absolvovana VS: VSST Liberec; rok ukonéeni VS: 1984

1984 - 1989 Elitex k.p. Chrastava (samostatny konstruktér)

1989 - 1997 Elitron a.s. Liberec (vedouci oddé€leni ptipravy vyroby desek plosnych spojit)
1997 - dosud Technickd univerzita v Liberci (vysokoskolsky ucitel, védecky pracovnik)

Piehled o publikacich a dalsi tviiréi ¢innosti za poslednich 5 let

[1] Novak O., Zahradka J., Pliva Z.: COMPAS - Compressed Test Pattern Sequencer for Scan Based
Circuits. EDCC2005, LNCS 3463, pp. 403-414, Springer-Verlag 2005, ISSN-0302-9743. (10%).

[2] Novék O. a coll.: Handbook of Testing Electronic Systems, CVUT Praha 2005, ISBN 80-01-
03318-X. (8%).

[3] Pliva Z., Novak O., Siekierska K., Grodner M.: Test Access block - Serial Scan vs. Random
Access Scan. proceedings of MIXDES2005, Krakow, Poland, June 2005. (45%).

[4] Novék O., Pliva Z., Nosek J., Hlawiczka A., Garbolino T., Gucwa K.: Test-Per-Clock Logic BIST
with Semi-Deterministic Test Patterns and Zero-Aliasing Compactor, Kluwer Academic Publishers -
Journal of Electronic Testing: Theory and Applications 20, ISSN 0923-8174, pp. 109-122, 2004.
(10%).

[5] Pliva Z.: Practical Teaching of the Test Access, proceedings of BEC2004, Oct. 2004, Tallinn,
Extonia, pp. 263-264, ISBN 9985-59-462-2. (100%).

Anotace nejvyznamnéjSich publikaci, projektii, dél nebo dalSi tviirci ¢innosti

--Vyvoj integrovaného obvody EduChip-TAblock.

--Vyvoj, realizace a pouzivani systému pro piipravu standardnich typizovanych vyrobnich dat pro
vyrobu desek plosnych spoju pti zpracovani libovolnych vstupnich kreslicich dat - Elitex / Elitron.
ad [1] Metoda komprese testovacich vektor.

ad [2] Uc€ebnice v angli¢tiné, metodika testovani elektronickych systémi.

ad [3] Popis a prezentace obvodu EduChip TA-block.

ad [4] Navrh realizace vestavé$nych diagnostickych prostiedki pro testovani obvodii.

ad [5] Prezentace vyukovych ptipravkl pouzivanych na TU Liberec.

Pusobeni v zahranici

1998 - 2004: celkem 3 mésice ptisobeni na AIME, Toulouse (Francie); ¢innost: navrh 10 v Cadence,
HDL navrh, Ambit, LDV a dalsi néstroje Cadence, Low power BIST, DFT tools, JTAG v
integrovanych obvodech

Obor habilita¢niho nebo |Technicka kybernetika fizeni na VS
jmenovaciho Fizeni nebo TUL

udéleni védecké hodnosti ohlasy publikaci
Rok udéleni (prof....) Doc. [2005 zahr. tuzem.
Podpis prednasejiciho, - -
Skolitele nebo &lena ob. r. [Datum | 29.8.2005
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